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TITULO: Curso avanzado de SEM para andlisis cuantitativo con EDS

ANO: 2019 |CUATRIMESTRE: 2°  |N° DE CREDITOS: n.c. |VIGENCIA: 3 afios

CARGA HORARIA: 20 horas de teoria y 20 horas de practica.

CARRERA/S: no corresponde

FUNDAMENTOS

El principal fundamento de este curso, es difundir y preparar a investigadores potenciales
usuarios en esta técnica, y a potenciales operadores de microscopios electrénicos de barrido
con EDS, en el uso de este espectrometro y en la caracterizacion de materiales mediante

analisis cuantitativo.

OBJETIVOS

Este es un curso de modalidad presencial con el que se pretende introducir al aprendizaje y
manejo de la técnica analitica con EDS en la Microscopia Electrénica de Barrido, y en sus
posibilidades para la caracterizacion de materiales. Adquirir familiaridad con la técnica
analitica y con ello la confianza necesaria para abordar la solucién de problemas en su

trabajo de investigacion.

PROGRAMA

Cronograma de tedricos: Todas las mafianas de 9a 13 hs

Unidad 1:

Interaccion de electrones con la materia. Dispersiones elésticas e inelasticas. Rango de
penetracion y distribucion espacial de los electrones del haz primario. Relacion entre el
volumen de interaccion y los parametros energla incidente, ndmero atémico de la muestra y
geometria, Electrones secundarios, retrodifundidos y Auger. Rayos X caracteristicos y del
continuo. Rango Yy resolucién espacial de las diferentes sefiales emergentes.

Unidad 2:
Preparacion de muestras conductoras, no conductoras, biologicas, poliméricas, hidratadas.
Métodos de deshidratacion, fijacién y cubiertas conductoras, Dafio de las muestras durante la

preparacion, cbservacion o andlisis.

Unidad 3:
Analisis de elementos: Analisis cualitativo, Sustraccion de fondo. Intensidad de la linea

caracteristica. Andlisis semicuantitativo. Andlisis cuantitativo. Cfectos de matriz. Correccién
ZAF. Funcion distribucion de ionizaciones [}([Jz). Andlisis de muestras extensas (pulidas y
rugosas), delgadas y particulas o inclusiones. Andlisis sin estandares.

Unidad 4:

Estrategias de medicion. Errores (estadisticos, instrumentales, preparacién de muestras, etc).
Minimo limite de deteccidn. Eleccién de condiciones de excitacién, parametros instrumentales
y patrones. Estrategias de medicidn para diferentes tipos de muestras. Homogeneidad de la
muestra. Contaminacion por carbono. Dafios por radiacién. Espesor y tipo de metalizado.
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PRACTICAS
Cronograma de trabajos practicos: Todas las tardes de 14 a 18 hs.

Uso de PC con software especifico, donde los participantes adquirirdn una formacion minima
en simulacién Monte Carlo para la visualizacion de la funcion distribucién de ionizaciones
(lunes y martes por la tarde).

Obtencién de espectros de distintas muestras patrones medidos en el espectrometro del
microscopio FEG SEM. Caracterizacion cualitativa de una muestra cualquiera (lunes y martes
por la tarde).

Procesamiento de estos espectros, calculo de efectos de matriz, limite de deteccién minima.
Influencia de las condiciones experimentales en el andlisis cuantitativo, (miércoles y jueves
por la tarde).

Cuantificacion con estandares mediante el uso de Jos programas comerciales de
cuantificacion incorporados en el SEM, (miércoles y jueves por la tarde).

Viernes a la tarde evaluacién por parte de los asistentes de las actividades teéricas y
practicas del curso.

Tareas para realizar durante el curso con informes

Célculo Usando Monte Carlo, del Rango de Kanaya Okayama y graficarlo en funcién del
ntmero atémico Z, la densidad & y el potencial EQ. Discutir los resultados presentar informe.
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Cambridge University Press, 1996,
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Plenum Press. New York and London, 19889,
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* Measuring surface topography with scanning electron microscopy. lI. Analysis of three
estimators of surface roughness in second-dimension and third-dimension. Bonetto RD
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MODALIDAD DE EVALUACION

Podran presentarse a la evaluacion todos los alumnos que hayan presentado el informe de los
trabajos practicos. Cada alumno debera resolver un examen individual.

REQUERIMIENTOS PARA EL CURSADO

Ser egresado universitario de fisica, geologia, arqueologia, ingenieria, biologia, quimica,
odontologia, agronomia u ofra carrera que necesite de esta técnica para llevar a cabo trabajos
de investigacion. Haber realizado, en algin lugar del pais, un curso bésico o introductorio a la

microscopia electronica de barrido utilizando EDS.




